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Speckle interferometria, pomocou ktorej sa posunutia
elementov deformovaného povrchu ziskaji bodovou filtraciou
zdznamu je pomerne nendroCnd a pritom Ucinnd opticka metdda.
Sledovanie interferenénych obrazov s vysokym kontrastom
pri vlastnom merani je vSak namdhavé a preto Iahko subjek-
tivne ovplyvniteIné. PresnejSie, pohodlnejSie a rychlejsie
vyhodnocovanie umoZhuje pouZitie systému pre spracovanie o-
brazu. V tomto pripade sa jedna o systém IMAGE - C nemecke]j
firmy Imtronic, ktory sa da prevadzkoval na aspoh 16 bito-
vych osobnych poc¢itacdoch kompatibilnych s IBM PC s pouzZitim
Specidlnej jednotky grafiky. Vstup obrazu sa realizuje tele-
viznou kamerou a samotné spracovanie obrazu sa indikuje
na farebnom monitore s rozlisenim 512 riadkov.

CieIlom tohoto ¢ldnku je ukaza€l postup pri vyhodnocovani
speckle interferogramu pri klasickej bodovej filtracii (1]
a speckle interferogramu ziskaného s vyuZitim sendviéového
principu [2). '

A V prvom pripade interferencny obraz tvoria ekvidistant-
né priamky, tzv. Youngove cCiary. Orientacia Youngovych
&iar je kolmd na smer vektora posunutia a pomocou ich vzdia-
lenosti D vypocitame absolitnu hodnotu vektora posunutia d
podla vzfahu
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kde N je vinova dIZka svetla, Q - =zvacSenie obrazu a z je
vzdialenosf zdaznamu od tienidla, na ktorom pozorujeme inter-
ferogram pri bodovej filtrdcii tohoto =zdznamu. Problém
viastného merania sa teda redukuje na odmeranie vzdialenosti
interferenénych d&iar a ich uhla voci nejakej referencnej
osi. Po nasnimani obrazu kamerou a jeho pripadnom uloZeni
do pamite sa pozdlZ Youngovych &iar vykreslia priamky tak,
ako je to vidief na obr.1. Pritom sa vyuZiva priebeh tuUrovne
jJasu v obraze alebo ich smer a polohu vyberie obsluha pocéi-
tacda. Dalej sa jednd uZ len o vypolet vektora posunutia
na zdklade smernic a priemernej hodnoty vzajomnej vzdialeno-
sti tychto priamok.

‘ ' Speckle inteferometria s vyuZitim sendvic¢ového principu
Je =zaloZend na jave interferencie svetla difragujiceho
na dvoch identickych speckle Struktirach umiestnenych za se-
bou . KaZdd s expozicii, ktoré zachytdvaji objekt v dvoch
stavoch deformdcie, sa uskutoé¢fiuje na samostatni fotoplatnu.
Vy sledkom je difrakéné halo modulované systémom interferend-
nych c¢iar v podobe sistrednych kruZnic. Parametre vektora
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posunutia elementu deformovaného povrchu =ziskame meranim
vektora posunutia stredu sustrednych kruznic vo€i jeho refe-
ren¢nej polohe, v ktorej predpokladdame, Ze nedoslo k defor-
macii meraného objektu. Pri vypoclte absohitnej hodnoty ve-
ktora posunutia elementu povrchu objektu d pouzivame vz€ah
tx
2> d = o
nl

kde t je hrubka sklenenej podlozky fotoplatne <urcuje teda
vzdialenosf uvaZovanych speckle Struktir), n je index lomu
jej materialu, x - vzdialenosf stredu stistrednych kruZnic
prislichajica danému elementu povrchu od referen¢nej polohy
a 1 je vzdialenosf tohoto stredu od roviny, kde je umiestne-
ny =zaznam. Meriame teda vzdialenosf dvoch stredov siustred-
nych kruZnic a uhol priamky prechadzajicej tymito stredmi
voci nejakej referenc¢nej osi, ktory uréuje uhol vektora po-
sunutia. Po nasnimani obrazu sa méZe urobif jeho filtrdcia
filtrom priemernej hodnoty a binarizacia podIa urcitej vhod-
nej uUrovne jasu obrazu. Pripadne méZeme dalSou filtrdciou
zvyraznif kontiry binarizovaného obrazu, ¢im ziskame d&iary
sistredné kruZniciam pévodného obrazu. Na tychto d¢iarach
obsluha vyberie vhodné body wurcitej kruZnice, ku kto-
rym sa na zaklade rovnice kruznice v rovine ndjde jej
stred. Pre kontrolu sa kruZnica s vypoCitanymi parametrami
vykresli do obrazu tak, ako na obr.2.

Na zaver mé6Zeme teda povedaf,Ze ak mame na pracovisku
k dispozicii systém pre spracovanie obrazu, méZeme jeho a-
plikaciou posunif vyhodnocovanie interferogramov na vys$sSiu
droven.
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